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La crescente complessità dei dispositivi e della strumentazione elettronica, insieme al diffondersi delle 

tecniche e dei sistemi di comunicazione wireless, richiede uno sforzo nella progettazione e lo sviluppo di 
materiali multifunzionali per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche (EMI). L’attività dell’unità di 
ricerca si è focalizzata sulla modellistica, progettazione e caratterizzazione sperimentale di film sottili 
nanostrutturati per la realizzazione di schermi elettromagnetici trasparenti nel visibile o nell’infrarosso. 

La ricerca, che è svolta in collaborazione con il centro di ricerca ENEA (Frascati), ha già portato alla 
realizzazione di schermi elettromagnetici trasparenti nel visibile per frequenze industriali, per radio frequenza, e 
radar assorbenti [1-5]. Attualmente, la ricerca è focalizzata sullo sviluppo di rivestimenti schermanti trasparenti 
nell’infrarosso per calotte di sensori per uso aeronautico. Lo studio è condotto nell’ambito di un progetto di 
ricerca finanziato da Alenia Aeronautica. 
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(a)                                                           (b)                                                                       (c) 

Figura 1 – Ingrandimento al microscopio ottico di un film sottile multistrato oro-germanio patternato mediante ablazione 
laser (a): il diametro dei fori è di circa 50 micron. Spettri in frequenza misurati della trasmittanza ottica nell’infrarosso (b) e 
dell’efficienza di schermatura del film (c) con e sena fori. 
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